OBSERVATION DE DEFAUTS ETENDUS
PAR TOPOGRAPHIE AUX RX :
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2 Mise en ceuvre : XRT de Lang
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Films Photo
Résolution : de 1-2 um a qlq

Cameéra a scintillateur

o ‘ : Caméra a détection directe
Résolution : de 10 a plus. 100aines de um

10aines Sensibilité : forte Résolution : qlg 10aines a glq
Sensibilite : faible a moyenne -> Rapport taille scintillateur/taille CCD 100aines pm
—> Peu ou plus fournis influant Sensibilité : forte

—>Technologie nouvelle peu résolue
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o Le cas des cri

Lang/ XF Berg-Barrett / XF
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